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UWAGA: Nie udostepniad do wgladu.

" Analiza deskryptorowa -

OSPRZET KOMPUTEROWY: PAMIEC DYSKOWA'MERA 9450, KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNAG
BADANIA ZAKLOCALNOSCI. ‘_ RO N ,

Analiza dokumenfdcvina ) .
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Protokol z badafi zaklScalnofci elektromagnetycznej pamieci dyskowej MERA 9450.
Zakres badaii obejmowal sprawdzenie odpornoéci na zaklbcenia sieciowe impul sowe
nanosekundowe, impulsowe duzej energii, krétkotrwale zaniki napiecia sieci, za-
kldcenia obwodu interfejsowego,' wyladowania elektrycznosci statycznej,

Badania wykonano metodami wg PN~86/E~06600 /projekt/.”

Protokol zawiera wynikk badafd i wnioski dotyczgpe poprawy odpornoéci.

Dokumenty normalizacyjne

Tty rpsprzednichospreewnzdan \ ]

Eﬂ PN~86/E-06600 /projekt/. Automatyka i pomiary przemyslowe. Komgatybilrno&é
elektromagnetyczma urzgdzen, Ogdlne wymagania i badania.
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Badany uklad skilada sie zs . :

~ pamigei dyskowej MERA 9450 wyk. 01 nr 041849, rok produkcji. 1985,

- testera DDPT nr JU 3549 produkcji FHiK "Erah,

‘Zasilanic urzgdzeh: jednofazowe z sieci pradu przeﬁiennego 220 Vv, 50 Hz. .
Zaréwno tester jak i pamigé wykonane sg jako urzadzenia w I klasie ochron-
nosci, Przylacze sieciowe pamieci dyskowej /PD/ jest zrealleWane kablem
sieciowym o dlugoscm ok 4 m, .
Pamlgc i tester 51 polgczone kablem interfejsowym o, dlug0501 ok, 3 my,
Pamigé dygkowa dostarczona do badafi wykazywala objawy bl@dnewo funkcgonowa-
nia we wspdipracy z testerem W warunkach bez zakldceri, ObJaWy te wyst@powal

podczas odczytu pam1§01 Z automatycznym przetaczaniem glowic dla wzorca:

" informacji zerowej 1 polegaly na ciggiym zlicz aniu przez tester blodow

xCLOCK DATA, ADDRESS. Objawéw tych nie zaobserwowano przy pracy z poaedyncz
glowicg oraz z parami glowic 0; 1 1ub 2y 3. Obudowy testera i pamigei pola-
czone przewodem LY 2,5, W pam1Qc1 zacisk DC GND byl polgczony z zaciskiem

AC GND., ‘ ~

2. Sposbdb przeproWadzenié badan

2.1, kaorzystgwany program testowy i kryterla zaklocaln0501 urzgdzen

‘W uzgodnieniu ze zleceniodawcg ustalono, Ze badan;a zaklogalnoscl pamigci
.bedsg wykonywane dla funkcji. szukania oraz zapisu i ‘odezytu dla jednego -
'sektora na Sciezke i roznych wzorcdw 1nformac31, W szczegolnosc1. .

a/ WRITE FORMAT, SEQ FWD dla wzorcdw 1nforma031 0000 i F708 i automatycznlei
przelqczanych giowicach O.,.3 lub dla glowic pracujgcych pojedyficzo,

b/ READ, SEQ FWD dla wzorcdw informacji Jak wyzej i glowic pracuaqcych po~-
Jedynczo ze wzgledu na wystgpuaace blgdy przy odczy01e 2 automatycznym
przelaczaniem glow1c.

Jako podstawowe kryterium zaklécalnoéci PD przyggto liczbe bigddw wykrytych

-przez tester /ERROR RATE/ oraz wystgpienie innych efektéw zaklocen przykka-

dowo: , .

~ niekontrolowane éatrzymanie wykonywania pfogrému téstowego, B

~ utrata éotpwoéci przez pami@éfdyskowq /éygnalizowana zgadnigcien ﬁékaénika

- READY/, , o

- niekontrolowane wystapienie FAULTﬂ/zaéwieceniéjFAULT na pulpicie pamicci
lub jednego ze wskaZnikdw na pakiecie ‘PD-PS/. ‘ ) 4 -

Ponlewaz czas jednego. cyklu szukanla SEQ FWD od Sciezki O do 203 dla glow1cy

pracujacej pojedynczo byl staly /ok. 1 s/, zatem przy statej czestosci’

generacji zakllcef -liczba bleddéw zliczona przez téster dla danego poziomu

}

zakléceft moze byé wskainikiem stopnia zaklécania sie pamieci.
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= zaklocano tester /pamigé nlezaklocana/

N M ) TR W, T - T . ¢

A ’ -

D o o

Zakres ba@an oéijWal badania zaklocalnoéci pamieci dﬁskowej'oraz testera

dla. obwodu sieciowego, obwodu 1nterfeasouego oraz obudowy pamlecl.

- Badania przeprowadzono z Wykorzystanlem metod zalecanych \ proaekc1e PN/E ﬁ]

dla-zakléceﬂ impulsowych nanosekundowych, impulsowych duzej energii, dyna-
micznych zmian napiecia zasilania oraz wyladowan elektrycznogcl statycznej.

W tabllcy 2.2.,1 podano zestawienie urzgdzed pomlarowych i urzadzed pomocni-
czych stosowanych w badaniaclr, oznaczenie metod symulacgl oraz podano numery
rysunkowv przedstawiajqcych uklady do symulacji zakidcen. Z powodu braku gene-
ratora 1mpulsow 5/50 ns zalecanego w PN/E zastosowano zast@pczo generator

wytwarzaaacy impuls zaklocag@cy 0 parametrach 5/100 ns.
) : Tablica 2.2.1

Obwdd za- iSymulator E_Urzgdzénie pomocnicze B_lpznaczenie Nr rys,
klécany }zakléceﬁ ! sprzggajace loddzielajace Imetody wg -1 ukiadu
1 ) _ ’ i . -1PN-86/E~ - symulacji
P _ . - . . =06600
=== - T e e e e o e e e
sieciowy NSG-222 10 nF Ws@-200C ] sw4 i 2-
GZI-50 1 pF 1,5 mH SS30; SN30S 3
S75~2 - L 5570 : i
interfejsowy 1NSG-222 | klamra po- | - | SE11 5-
. © 1 jemnoéciowa ) 0o '
- GZI-50 , i przewdd i - o= sM3 . - 1. 57 .
, : . testowy _ - - -
1 2zw/m ‘ o 4
. 1
obudowa pa- _ !SED-2 - ' - SE-80 - 6’
=m19c1 dJSkOUeJ P
______ Be e oew v o e e e e an s s v ot e e o e et e

L
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W przypadku badai zaklbcalnodci od strony zasilania sieciowego wykonano bada—

. nia dla nastepujgcych przypadkdw:

~. zakldcano pamlgc dysxowa /tester nlezaklocany/

-

zaklocano Jednoc eénie tester i pamigé, ) .

1

W kaZzdym z tych przypadkdéw punktami pomiarowymi byly odpowiednio: wtyczka

kabla sieciowego pamigci, testera oraz testera & pamigci / pamieé zasilana
z testera/. . -

Procedura badania zaklocaln0501 podczas odczytu_polegala na zaklocanlu urzg-
dzenia pod0°as czynnos01 odczyt i obserwach ofektow zakldcenia /11czba S
bleddw oraz inne obqawy/ dla zapisanej informacji w warunkach begz zakldcef. .

Procedura badania zakldcalnodci podeczas zapisu polegala na zaklécaniu urzg-
. . ~ .

Al
.dzenia-podezas czynnoSci zapis i obserwacji efektdw zakldcenia. Nastepnie -

przy braku eféktéw zakidcenia przy zapisie dokonywano w warunkach bez zakldce

odczytu poprawnosci informacji zapisanej.
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" tycznej i ok. 6 zanikami dla pracy z pojedyncza glowica.

N\

¢

W celu okref$lenia poziomu zakidcalnoéci badaniaﬂpriepfowadzéno od najnizszyc
poziomdw zakldcedi generowanych p%gez,symulatory i generétory,_stopgiowo '
zwigkszajgc poziom- az do wystgpienia efektdw, zakibceh. W czasie przeprowadza
nia pomiardw tester, paﬁigé i kabel inteffejSOWy‘usytuowano na stokoéci i
100" mm nad plaszczyznami ziemi odniesienia. Nadmiar kabla interfejsowego
zwinigto w petle o Srednicy 150 mm. Ogdlne usytuowanie urzadzed na stanowisk
przedstaviono na rys. 1. Czas narazania zaklSceniami impulsowymi wyﬁosil

w przypadkn pracy automatycznej giowic ok. 30 s, tj. ok. 380 impulséw,

awv przypadku pracy pojedyﬁczej glowic ok. 11 s, tj. ok, 140 impulséw.

Przy badaniéch zakidcalno$eci na zaniki napigcia sieci czestodé generacji za-

-kYéceh wynosita 0,5 Hz, co odpowiada narazeniu 15 zanikami dla pracy automa-

1

-
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(SCHAFFNER Leb . TESTER X .
G21-50; 526-1) | ~03m B ~n 0.5m _
“Lswee | PAMIEC
- N DysHOWA
MERA 9450
Raszezyzna B
2iemr odlnizsterra

Lys.1 Podstawowa konfiduracja urzgdzen w czasie
badat zakidcalnosci od. strony obwodu
sieciowego /widok z gdéry/
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SYMULATOR
525-2 _ czestosc zanitow
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Rys.5 Uproszczony schemat ukkadu do symulacji zek*Sceh

obwodu interfejsowego.
Urzadzenie sprzegajace dla zakidced nanosekundowych

stanowi kXlamra pojemnosciowa a dla zakXdcen
duzej energii przewdd testowy’
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Wyniki badah zaklécalno%ci zestawiono w tabelach:
Zaklécalnoéé pami@ci dyskowej testera oraz pamigci i testera od strony obwo- i
du sieciowego dla zakléceh: - ) .
a/ impulsowych nanosekundowych /metoda SV1/
dla odeczytu - tabela 3.1 - .
-dla zépiﬂ ~ tabela 3.2 A g
b/ impulsowych duZej energii 0,2/50 ‘pus /metoda SS}O SN30/
dla odczytu - tabela 3.3
dla zapisu =~ tabela 3.4

Zakl6calno$é pamieci dyskowej oraz testera od strony -obwodu sieciowego dla:

~—

¢/ kroétkotrwalych zanikdéw napiecia sieci /metoda SS70/

dla odeczytu i zapisu - tabela 3.5.° _
Zakldcalno$é pamigei dyskowej i te;tera od strony kabla interfejsowego dla
zakibcei: — . ) . '
d/ impulsowych nanbsekundowych /metoda SE41/

dla odczytu i zapisu - 'tabela 3.6 ,
e/ impulsowych duzej energii O,2/5Q' M /metoda/SH10/

dla odczytu i zapisu ~- tabela 3.7 - - -

- '

Zakldécalnosé pamieci dyskowe]

Y dla wyladowan elektrycznoéci stathzneJ /meteda SE80/ poérednich na plyte ]

ziemi odniesienia i bezpogrednlch na obudowg PD przy odczycie WynOSl

.Poziom zaklécenisa \ : Objawy zaklécenia
ponizej 1 kV wyladowanié wzgledem bolca uzie- liczne biedy CLOCK, -4
miajgcego przylacza sieciowego\na'obudGWQ pamig- DATA, wycofanie ka-
ci i na plaszczyzne uziemienia. L retki i utrata goto-

wosci, i

W ‘tabelach 3.1 = 3.7 wprowadzono dodatkove oznaczenia ,skrétowe objawdw zaklé—
cenia urzadzeil: ' o | ' i
ACCES ~ zmiana stanu pracy testera z WRITE FORMAT na ACCES
b.z. - brak objawdw zakldcenia ‘ _
DRT SK - zmiana stanu pracy testera z SEQ FED na DRT S

S K=2 - zadzialanie w pamigci dyskowej wylgcznika K-2 -

SPZ ' -~ stop podczas zapisu /zatrzymanie karetki na przypadkowej Sciezce/

- STOP -~ niekontrolowane zatrzyménie.pracy testera

UG - utrata gotowosci podczas zapisu /Wybofanie karetki/

7P - zapgtlenle przy zapisie /niekontrolowane cykliczne ponawianie czyn-—
) nosci Zapleu poczgwszy od Swiezki 0 az do 203/

ZPOT = zatrzymanle karetki podczas odczytu /zatrzymanle na pfzypadkowea

Sciezce i ciggle zliczanie blgdow/




kg

Podstawowy zapis w tabelach jest .przedstawi-ony w postaci: poziom zakl.écal;-
nosci /V/ / zarejestrowana liczba bledéw przez tester ERROR RATE,np. 190/26,
oznacza, %e dla napigcia zakldceri réwnego 190 V wystapilo dla danej glowicy

26 bledbw.,

. ..
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Tabela. 3.1
Impuls OBWOD ZAKLtOCANY
. k' .
e Towf% Tester + Pamied Tester Pamieé
3 g\ = Wzorzec informuacyt Wzozec rnformacsy Wzoizec informacic
93| 5|3 [ 0000 T F708 0000 | F708 0000 | F708
3 § :?OS' \\%) Poz[ornj zakTocalnoscr PRy odczycie Pg/‘ed(ymzjwz/' gl’omtamf
0 | 490V /26 | 19046 | 430V]33 | 430v ]2 | 490V]5% |A90v]42
+ {4 e [ /43 /3 1y /44 197
2 | —- |53 /38 |57 /33 /60 /46
s 3|~ [56 /438 /56 /33 l64 154
ns -
' O | 430v[54|490v[4s | 490v/i3 |490v[43 | 1%0V/60 | 490v[u5
-4 | ~-/2 3 /2 /3 /42 Ik
2 | = [59 [43 /58 144 164 [50
3| ——/57 /54 | 55 ey /63 130
0 | 460v/30 | 460v]29 |A60ov/43 | gov/ 98- |4cov[6o [42
o VA e A T Y A Y % N R AT R <1 Y 7}
2 | - /56 | « - [39 158 /38" | feo. | )45
3 | —u—[52 /43 /55 | 43, | . /63 | . 56,
O | 160V/38 | d60v/23 |460V/24 |A6ov/29. |460v]65" [as |
-4 | —n/2 4 14 . |5 .. 151, a3 ).
2 | —u-[go /39 |55 /33 15§ 45
3| -~ /60 /43 /55 /48 A [63...




fabela 3.2
[mpuls OBWOD ZAKEOCANY
zakToc, —
Tester + Pamyed Tester Fanirge
FIENE Wzoizec (nformacy | Wzozec mformagy | Wzorzec informacgs:
5|8 (o0 1 Fros” [ oooo | 7708 P00 | F0 %
3% (\,; g Poziomy zakTocalnose” pry Zapisie  automatycapnym
. c4> 42/10115/1 9301%) .42/101///3 930v] 6 | 4240v[5PZ| 4080Y[SPZ
0
2 [0 /ZP0 12
5 3 /0 /o 4 .
. ns
0 | 45000302 | A500v[sPz | J0sov)zp | p0Sov]ze |A240ysP2 | A240v]SP2
- | 4
2
3
? A?auv/ 0 mov/ 0 |Adgv/uG |40eov/ve |ddoo v/spz 4
. M .. ,3. /0 o /0._.. - .4_.,: - - e e b ate A w e
. B N I —
o mo//o g uaov//a‘-.' 4240\//3 mav%au- 1240 /00 4.?1/01///5
2 /0 ." I B '"”'/0“ ot R ok
3 172 Y [/ I /20 O /38 /0;, A0
Ebz:'owy zakfoca[noscz pry 2a IS/e po/ecfyncymt j?bmcawu
O |M240v]2 |4240v/2 42,10v/0 930V JUG /va/sfz 1080/ 5Pz
+ | 4 / /6 1080v{ 4 Ispz| 1240V 592
2 [7°P0 /q 4980V [ UG [Pz | 4240V [ spz
s 3 /0 /4 330V [ UG [spz|4240V 592
ns
0 |Asvov]o |4500v]sPZ 4080v/zpo ,rogov/zpo A200v]SPZ |1240V] 572
—| 4 [0 /0 [ Zpo Ispz |4320v/5PZ 4330V ]592
2 /0 [ 5Pz /55 | SPZ U330V [5PZ |1330V [SPZ
3 /0 /0 [ZP0 [spz |4380v ] $PZ | A380v] 582
0 |Az2uovio |4260vf0 | 4140V[uG | 4000V [ VG |#oov]sez | 400/ sz
+ | 4 [0 [0 U6 (UG | spz | Muagv]sez
2 [0 /0 (UG [UB [59Z |M4ov[S5P2
2 3 /0 [o UG UG 15PZ |4240¥] 502
ong :
(4) Azaov/o .4240% /121101//0 A,Quov/ 0 4240%3 AZQOV%
2 /o /0 /o [0 10
3 /0 /0 /0 /0 10 [0




Tabela 3.3

iSO

OBWOD ZAKtdcAnNY
Tester + Pamied Tester Paymied
25l < Weorec informacsi Wzorzec jnformadi | wzorzec (nforimacu
5 |83|3 [ 0000 | F70& | 0voo | F70% 0000  |F7o&”
> |558 B FTocalmoder prg odizgtre pojedamizann Gl
&) é'v"S Zromy zaktocalvosc F..y 2ylie /’)D/EJML'iy rjOW/CaW)/_
0 | 850v[1 | 800v /2 |4050¢[6 | 850v[2 | 800V [1 | 0DV /4
+ | 1 |[4200vo Wosov {2 |4200v [0 |A200v {0 | 9s0v /2 | 8s0v /)
2 | 900v[4 |850V/[3 | 950V /(3 | 9oV [y | F50V [4 | F0OV 4
13 thov/q |300V/3 | 350V (2 | F50V/[2 | 650V I2 | G50V/3
’--
O | 85042 | 850v/[9 |4000v)2 | 850v/4 | 800¥[A | Hopv/A
— | 1 |4Moovjo 4000V /4 |4200v (o |A200v]p | 950V (8 | 850v/3
2 | 850v]s | 800V/3 |Aoooy (3 | 350V ]2 | Fs0v [A2 | F00V[2
3 [7s50v/2 | F00v/2 | P50V /[y | F00V 3 | €50V [ 4 | 650V (2
o | 420v/e | 400vie |4050V/5 | 300v/4 | woov[r | woovia
+ | A | 520v[5+ | 450V [F 4200V [0 |A200v/4 | 80OV (3. | F0OV//
il 12 500v2: | 450vI3 | 950V [6 | Go0V 4 | €50V (2| 60OV (3 |.
FZ 3 \:\_-38_0V/_6;§}_850V/3 800V/5 | 950V[3 | GDOV/A. | 550 /4
V| o [T4200/23 | 4oov/3 | d000v[4 | 9oov]2 | 8sDv[AS | T1s0V/A
| = | 4| 520v/40-| 4oov /3 |A200V [0 {41200V]2. |50V [4- | F00V/3
‘ 2 |s00v/6 | 4sov /3 {4000y [8 | F00v]4 | 650V [4 | 650V/4
3.[ 360v/5 | 350V /3 | S00v/3 | Foov/4 | 650V (8 | 600V /2
o | 830v/3 | nsov[3 |4o50v/2 | 8s0v/s | 8oov/2 | goovle
+ | 4 1000v[3 |4000v (8 [4200v]0 | 4200y [0 | 800V [5 | Foov /2
2 | 900v/44 | 900¥/8 |4000V/S | 900V [i | 650V[2 | G50V /A
_02 3 | w0v/4 | 6sov/2 | Soov/2 | T50V]2 | 650V/9 | Gcoov /5
- | 0| 8s0v/i1 | s00v[2 |4400v[6 | 850V[4 | S00V |4 | s0v/4
— | 1 |4000v]5 | 8SpY /4 | AZ00v[0 |A200V]0 | 0oV /6 | 650V/4
21 850v/4 | 8ooviA | 4050V [5 [4000V [y | 650Y (3 | 650V /4
3| Hov/4 | 650v/2 | 850V[4 | I50V]4 | 6oov 4 | Goov /A




Tabelo. 3.4
OBWOD ZAKEOCANY
‘ Tester +Fomied Tester Povced
§:3 9 Wzoizec fnformacs zorzec [nformaci Wzorec /nforimacs
3| 3 0000 | F?D8 | 0000 F708 0000 | F708
\g \g Fozrm.mj zaklocalnoscl 72y 20.}3115/1? aufomag/cznjm
F-0| 0+3 |t1200v]0 |£4200v/0 |t A200V [0 | £ 4200V]0|£4200v]0 |*4200V]0
- |03 £)200v 0 +4200\///o £1200¥[0 | £ 4200v/0 |£4200V[0 |£4200Y/0
- 2 /zpa
3
3Lub + 1200V /o moov/o '+ 1200v)0 | £4200v/0 [£4200V]0 +A200}//ZOO
P
‘ 0-Z 21 . ZPO
? g 3. . I 0
E— 043 | . " [H200v 0
nbda 3 B “,j;'.‘ ““ o M ?
il e st e et “05w01> Z/’thOCAA/V
o " Radiaj procy. | Tesfer R “Paimied
£, ' a/ _ j “Wazorzec informacji WzorzeC informacjc
) 0000 E£708 0000 FZ08
| ODCZYT " 26ms/bz | 22ms [bz | 20ms [ bz | 49ms[bz
POOEDYNCZYM| 2Fms[ZP0 ¢ | 3Aws [ZPOL | 22ms | 3 20ws| o0
GLOWICAM) stale wasm'dlmm sfole wyswietl "0 0
20 b1gdow A GTedow 2 2
35?”5/(/(9 3hws| V6 2 A
DRT $K pRT Sk | 25ms| K-2 26ms/K-2
ZAPIS 22ms [ bz 20ws | b.z 4ums] bz 20ws /b2
AUTO 23ims [ ACWES] 25ms [ACESS| 25ws [K-2 22wms [ O
32wms UG, | 33wms[5T0P 0
ACCESS, DeT $K 0
2
25ms] K-2
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Tabela 36
Impuls OBWOD ZAKEOANY - INTERFEJS
zakloc. | o . : -
. N Wzozec informacy .
o % 5% \g 0000 | F?08 0000 | F#08 0000 | F708
&5 O | Obeayr Poepywezy. | ZAPiS AUTO ZAPIS POJEDYNCZY,
3 .
0 |490v /100 | 130V 97 | 4uovspz| 4%0v[0 | 44ov]SPZ | 200V[ V6
+ |4 /90 /89 0 [5PZ | 340V /U6
2 ({58 1460 2 lspz | 330v/UG
5 3 (113 1424 .~ 0 ] spz| 300V/U6
ns
0 | 490/ 402 | A130v]A02 | duovsez | 440V[spz| buov]sez | 4hov(sez
- | 4 /73 128 [spPz [spz
| 2 [60 [ 108 ISPz |5pPZ
3 Ims| 1423 [spz 597
f - 0 | 46oV[35 | Aeov] 84 | 450y sPZ | 520v[UG |5200[5PZ |520v[SPZ
AL e L e | - |520v] 3Pz [580v]sPz |.
R N PR - IR 1~ W - . | 5200/ spz |6ov]sez |
L 35 B9 T et | LT 580V 06 [BF0V (992 |
.,,._.... 11 e Y I P PR RV DU R R ,..._.;~ ;...;;:.-_,:h-. _ ... .
e T or [ ov] a5 | Adov[3 | 5oV sz | 30 [ $Z| 4sav[ Sez | 450V sez |
AR = AT es T sA L L DL L | hsov ez [ 450V ] SPZ
e 2o s e | ... | 450v/ 5Pz | 450 [-.502
S S| Jaoo | e | 520V spz {520V [sPZ | .
Tobelo. 2% -
P 0BWID ZAKEOCANY ~ INTERFEJS i
T3 13 -
S Wzotzec  informagt
23S ooop | Fzo8 0000 F#08
§_"~ O Odr.?y'f pojeijraczy. Zap(s AUTO
0 | eeov/y | esov/2 | 4200v]0 | A200v/0
+ 4 | 8oov/3 | #50v/3
2 |es0V[2 | 6G50V/2
3 | e20v/44| 550V]4
0 | giov/2 | soov[i |A200vj0 | AZopv]o
- 4| 820v[2 | s0V/4
2 | 6edv/4 | 6S0v/E
3 | ¢oov/F | S50v/5 \
/
L ANF
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1. Na podstawie pomiardw mozna okreélié nastepujace poziomy zakldcalnodci ba

~

- objawy zakléced w postaci bieddw zliczanych przez tester, liczba zarejestrd

" dla ZAPISU

-5 L ’

S 5 0 sy ot s T e 2 e 1 o e g v e B s e gt S

_ danych urzadzei:

;o

_ -PD T \ PD+T Interfejs
zaklécenie ‘impulsowe = = - ) .
5/400 ns - © 1080V 930V 930 v 490 v
0,2/50 ps 1200 V. 4200V - 4200 V 1200 V
zanik napiegcia sieci - 22 ms 27 ms - -

0 poz1om1e zaxlocalnosc1 dla impulsdw nanosekundowych decyduge poziom
zaklécalnodci przy automatycznym zapisie czterema glowicami wzorca infor-
macji rdznego od zerowego. WyraZna réznica w pOZlOmaCh wystepuje dla
obwodu interfejsowego /- 190 V i 300 V/. Przy zakléceniach o poziomie
powyzea 930 V dla obwodéw sieciowych 1 300 V dla obwodu 1nterfeasowego
Wyst puja dodatkowe efekty: utraty gotowo$ci PD, STOP na testerze, w cza-
sie zapisu,, lub STOP na przypadkowe] Sciezce pray odch01e 1nformaCJl.
Dla. impulsbéw duzej enérgii przy poz1om1e 1200 V wystepuje efekt STOP na
przypadkowej 801ezce przy odczycie. )

Przy zanikach napigcia sieci dla PD pierw,ze obgawy zaklocen wystgpuJQ
przy poziomie 22 ms dla zaplsu automatycznero i glowicy nr 3, powyzej

25 ms dziala zabezpieczenie wqucznlka X2, ’

Przy zanikach napigcia sieci testera piorwsze objawy wystepuaq przy pozio-
‘nmie. 23 ms i polegaja na zaklbceniu testera w postacl zmlany nastaw ACCESS,

przy poziomie 32 ms wystgpuae zerowanie nastaw testera.

dla ODCZYTU C : -

- PD T PD+T ©  Interfejs
zaklécenia impulsowve )
5/100 ns - ' ©190V © 190V 190 v 190 Vv
. gt.3 /70/ /56 757/ /124/
g1 /hi/ /3/ /13/ /90/
0,2/50 ps gt.3 500V | 700V ° 330V . 550 V
: gt.1 700 V 350 V. 400 V. : 750-V
zanik napigcia sieci © 20 ms 27 ms - ' -

1’

Przy najnizszej amplitudzie - symulowanych impul 56w nanosekundowych Wwystapity

wanych bteddéw podana w nawiasach. Przy stalym poziomie symulowanych zaktdca
/amplitudzie 1mpulsow/ zdecydowanle najwigcej bleddw nejestruje sie dla
glowicy nr 3. Wigcej bleddw wystepuje przy czytaniu wzorca informacji zero-

wej. ZauwaZono, Ze ze wzrostem poziomu zakldcen liczba bleddéw wzrasta
nieznacznie. )
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© zlomie ok, 1 kV wygtgpuJ% obJawy utraty gotowosel Wycofanla karetkl na

2.

3

_objawy utraty gbtowoéci PD,

'lenla,Wymaﬂanych poziomdw odpornogci wykorzystano proaekty. PN~86/E~06600

'Pozlom odpornogéci na - ) PN Y /red.3/
- zaklbcenia impulsowe N :
-, nanosékundowe 5/50 ns ' ' : . - E
w obwodzie sieeci. . 500V /SN/ 630V /25/250 ns/%
“w obwodach interfejs. , .. 250V /SE/ - ' .
~ duzej energii 1,2/50 us :
W obwodzie sieci R 500 vV /sN,88/ = @
w obwodzie interfejs. . 250 v/sM/ S - _
- krétkotrwale zaniki napigcia sieci " 20 ms /sS/ | 20 ms

- - -

Intensywnosc regestrowanych przez tegter bleddwu uszeregowana od nach@s-"
tszych to ZEGAR, DANE, ADRESY DLUGOSC. °
Dla zaklocen impulsOWych duzej energii nizsze poziomy zakldécalnoéci pémie“
rzono dla odczytu 1nformacgl niezerowej i przy niesymetzycznym zakldcaniu
obwodu sieciowego. -
Podobnie Jak dla zaklécen nanosekundowych najnizsazy pozlom zakldcalnosci
wystepuje dla glow1cy nr 3, . ‘ Y’
Przy zanlhach nap1@01a sieci plerWsze objawy zakldced w postaci bleddw
wystgapily przy poziomie 20 mg dla PD i poziomie 27 ms dla testera. Pray
zénikach trwajgcych ok. 25 ms dziala zabezpleczenie wylgcznika X2 w PD,
Tester.zeruje si@ przy poziomie 27 ms, a przy poziomie 3 ?é wxstepujq
7

Przy symulacji WJiadowaﬁ’elektrycznoéci statycznej ESD o najn®zszym po-

Sciezke zerowg lub bl@dy ZEGAR-1 DANE .

Aktualnle brak Jest obOW1qzu3@cych dokumentdw nollallzacygnych okresdlaja~

cych wymagane poziomy odporn0501 urzqdzen komputerowych. Dlatego do okres~

Eﬂ dla urzgdzed automatyki i pomiardw przemyslowea w wykonanlu'we /bez
ochrony/ przeznaczonych do instalowania w oSrodkach ETO oraz "Materlal Me-
todyczny 2] dla urzadzed SM EMC, opracowany przez-ZSRR. - v

e

~ wyladowanie elektrycznodci statycz-
nej ESD przy wyste¢powaniu w otoczeniu

~ materialdw aht_ystgatycznych 2 kv - 2kV /
- matepialéﬂls§ntetycznych ) 8 kv ) -8kvV
przy zakresie wilgotnosSci wzgl. powy-
zej 40 % -
Pordwnujgc zalecane poziomﬁ odpornosci z'poziomem zakldcalnodci pomiérzo-?
nym nalezy stwiefaéié, ze: pamigé dyskowa MERA 9450'spelnia Jymagania
odporno$ci dla zaklbécer impulsowych duzej enerwll 1,2/50 ps i zanikdéw na-

i
plQClQ szecm. Pamlgc nie spelnia WymaganJch poziomdw odporno c1 dla zaklé i

. :.{'5
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cel impulsowych nanos ekundOWych i wyladOWan elcktrycznosc1 statyczneg.
Pamigé wykazuje nlgkq odpornosé ‘dla zakléced 1mpulsowych nanosekundowych |
, przy funkcji odczytu /od strony sieci 1 1nterfegsu/ i zapisu /od strony 4
interfejsu/. ' o
W zw1qzku z niska odpornoscig PD na zaklécenia impulsowe nanosekundowe
takZe-odpornosé na WyladOWanla elektryczn0501 statyczne] Jest niska.
| Podobne wnioski mozna sformulodac dla prototypu tegtera.
’ ..

5..Analiza ukladéw i dodatkowe pomiary

. . L4
‘W celu wyjasnienia prayczyn niskiej odpornodci PD nazaklécenia impulsowe.

nanosekundowe dokonano szczegSlowych ogledzin polaczed zewnetrznych i
wewngtrznych PD, anélizy niektérych ukladbw i wykonano dodatkowe badania. i
1. Dotaczenie PD do testera o ' v
Zwykle Jedno;tka Storuaqca PD /jak i tester/ polaczona Jest z pam1@c1a
kablen 1nterfeasowym i przewodem wyrounuJQcym potencsaly obudow /uzienia- .
jacym/, za$s blewun ujemny glownewo napigcia 5 V zasilajgcego JS i inter- '
fejs jest u21em1any lub. zerowany. W zwiazku z tym niekorzystne Jest g~ "’
czenie zaciskow. GND DE i GND AC w pamigei, PowoduJe to, zaleinie od ja- - !
kosci polgczenia przewodu uz1emlaaqcevo i Jjego impedancji, przepiyw
poprzez interfejs do testera /JS/ nlekontroloranych prqdow zaklocaaqcych :
wistgpujqéych w PD.
Wykonano nastepujace zmiany:
- w PD rozlgczono zagiski GND DC i GND AC . o ‘
- obudowy testera 1 PD polgczono plecionkg PL 6/10 : T .i
~ zacisk uz1em1a3qcy testera polaczono dodatkowym pr"ewodem zeruaqcym
/2xPL10/6/ niezaleZnie od przewodu zerujacego v kablu sieciowym testera
- nadmiar kabla 1nterfe3voueoo zwinieto w petlg o $rednicy 150 mi g
- odseparowano 0d16910501010 kabel interfejsowy od przewodu uzlemlaaqcego

i kabla sieciowego PD . ' .

PO -

-~ pokrywe PD uziemiono.’ N

W rezultacie powyzszych zmian uzys&ano nieznaczne zmniejszenie liczby
bleddw dla odczytu, ale znacznie zw1ekszpno ich powtarzalnosé, ‘é
2w Obwdd sieciowy PD : : .
Stwierdzoho, ze Tiltr przediwzakléceniowy-FL1 jest wigczony odwrotnie niz
na schemacie Rys. 3.2.1 DTR /indukcyjnodciami w strone-PD, a nié w strone '
sieci zasilajacej/. Skuteczno$é tlumieniowa zakldcefr z obwodu sieciowego

wzrasta przy wiaczeniu filtru indukcyjnobciami w strone sicci. ;

Stwierdzono, Ze obwody sieciowe wewnetrzne sz rozprowadzone Wiqqu sieciowj

i poprowadzone wspélnymi trasami z innymi W1qzkam1 obwoddvw o niskim p021o-
mie, obwodami zasilania i sygnalowymi. i

Dla zaklécefh o charakterze impulsowym, szczegbdlnie o nanosekundowych zbo-
czagh, taki sposéb prowadzenia zapewnia skuteczne sprzezenie zakloczzzj

i




:
-
]
!
:
]
3
?

= SR TR T A TR T AT e A

sieciowym/, .

3 Obwody zasilania wewnétrznego PD
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miedzy obwodem sieciowym i poz$ostalymi, niweczy skuteczno$§é zastosowanych

§rodkdéw przeciwzakldceniowych w zasilaczu /np. ekran w transformatorze

A .
-

Proponuje sie, .aby w pierwszym etapie poprawy odpornosci wprowadzié ekra-

‘przewodu PL, a nastgpnie ostonigcie koszulka izolacyjng.
Przeprowadzone badanie dodatkowe przy czgSciowym 7aekranohan1u wigzki

folig aluminiowa potwierdzilo celowoéé wprowadzenia takleg zmiany.

-

Na- podotaw1e schématdéw montaZOWych i ogl@dz1n stwierdzono nieckorzystne
rozprowadzenle obwoddw zaqllan, w szczegblnosei wystgpowanle_p@tll
WJrownawczych potencjatu OV, '

Proponuje sie¢ aby kons ekwentnie przestrzegad zasady, ze potencjalem odnie=-
sienia abwodéw.zasilanla i interfejsu jest potgncgal szyny O’V na ptycie
plateru PL2. Stad nalesy przerwaé polaczenia O V w wigzce migdzy zlgczami
plateru i wzmacniacza 8J8 - 7J1 przez odlaczenie ich przy zlgczu 8J8
\i\ewéntualnym ich pozostawieniu jako ekrandw, -

-

Proponuje sig aby wprowadzié dodatkowy przewdd O V dla cbwodéw kondensa-

. nowanie wigzki sieciowej PD, zrealizowane przez naciggnigcie odpowiedniego]

toréw C1 i C2 /+24 V/ bezposrednig lgczicy zasilacz, np. LZ7, do-odpowied-:

nich biegundw C41 i C2 i poprowadzony wspolnq trasg /a nawet skr@cony z
przewodami +24 i ~24 v/, .

Przewod ten wyeliminuje z gidwnego przewodu O V laczgcego zas ilacz 7bBZ10/
i plater /872/ znaczne prady . dynamlczne obwodu filtracyjnego i prady dy- .

" namiczne.Brzy szukanlu zbgdne bgdzie polaczenie C1 do GNDDC.

Proponuje sie¢ aby przewody glownggo obwodu zasilania+5 VO V i-=5 V¥

poprowadzié wspdlng trasa, .np. ragem skrecié,

4 Pakiet PD-DZ

Podczas zakldcania obwodu sieciowego PD przeprowadzono obserwaCJ@ sygnalu

blokady bramek B1-3 i B1-11 w p.p. BK. Stwierdzono, Ze podczas zakldcania
wystepuje on przypadkowo synchronlcznle z” zaklocenlaml, powoduae przerwvy
w nadawaniu sygnaldw READ DATA i READ CLOCK. h

Proponuje sig, aby. po etapie porzqdkowania zasilaﬁ przeprowadzi¢ analize
i szczegllowe obserwacje dziatania ukladdw syncnronlvacgl i separatora

danych i .zegara.

5. Pozlomy gyrnalow odczytu gtowic

J .
D1a WyJasnlenla réznic zakldécalnosci odczytu z poszczegblnych. glowic

dokonano pomiardéw poziomu sygnaldw odczytu za wzmacniaczem pp BA-BB.

PomlurJ Wyxonano oscyloskopem 08740 /A-B/ dla informacji zerowej i jedynkod

wej oraz réznych Sciezek. -

2]
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. nap1@01a sieci trwagqce 20 mS‘/Jeden okres slec1owy/ Nie spelnia wymagan

poziomu wymaganego /zadowolaJacego/ Konleczne jest Wprowadzenle zmian

konstrukchnych W pamigci dysLoweJ.

. Wnioski

=19~ TN '

Podane warto$ci sygnalu w[yppJ

inform, dciezka O " 4dciezka 128 - $Sciezka 203
GO O 3,9 396 3’1
1 4,0 3,6 2,6
a1 0 5,4 4,2 3,2
1 4,4 3,4 .2,3
G2 O 3,2 2,8 2’8 '
1 3,6 2,6 2,8
_ 0] 2,1 1,2 1,0
G5 1 1,5 0.6 / 0

Wynik poﬁiaru potwierdza'zaleZnoéé poziomu zaklécalnoéci odczytu z réznych'
glowic od poziomu sygnalu glowicy. Dla okreSlonego poziomu zaklécef odczyt
gloulcgrﬁjnaanlzszym sygnale roboczym jest obarczony nagw1¢kszyn1 blcdaml.
Proponuje 51§ aby wniosek dotyczqcy ustalenla wymaganego poziomu sygnaltu
z glowicy, wymaganej Jakosq; gtowicy, ustalié na zakoficzenie prac poprawy
odpornoéci PD,

" —— ——— o = he

Przeprowadzone badania zaklocalnoac1 pamlgcl dyskowe]j MERA 9450 we wspol— ;
pracy z prototypem "Testera kontroli ostatecznea pami@01 dyskowea" :ykazalj
‘e w Swietle Pproponovanych wymagai w "Materiale Metodycznym" Eﬂ

PN—86/E 06600 [ﬁ] panmieé dyskowa MERA 9450 spelnia wymagania poziomu

odpornosc1 500 V na zaklécenia impulsowe duzej energii 1 2/501ps i zaniki

poz1omu odpornosci na zahlocenla impulsowe nanosekundowe i wyladowanle
elektrycznosci statycznej, szczegbdlnie ‘dla funkcji odczytu,
Uzyskane wyniki potwierdzajg obserwacje eksploatacyjne i spostrzezenxa pro-

ducenta o niskiej odporn0501 PD na zaklocenla impulsove,

Przy gktualnym wykonaniu PD MERA 9450 stosujac tylko zewngtrzne Srodki

przeciwzakldceniowe nie jest mozliwe po&wyﬁszenie poziomu odpornosci do

Jak Wykazaly badania nieznaczng poprawe odpornoséci, ale zapewniajgcg stébil
0$¢ wynikow, mozné uzyékéé na drodze uporzgdkowania doigczenia PD do '
testera /jednostki sterujacej/. Proponuae sig¢ aby producent w trybie robo-
czynm wprowadzll nastgpujgce zalecenia instalacyjne:
- usungé poljczenie GND DC i GND AC w PD, kontrolowaé jakosé polaczenn osion
'z konstrukeJa, . )
~ obudowe PD lgczyé z jednostkg sterujgcg /testerem/ przewodem o najkrétsze

diugosci o niskiej impedancji dla Wysoklch czgstotllwbsc1, np. przewodem
PL1O w oslonie izolacyjnej,
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~ trasa kaﬁla interfejsowego pdwinna byé_odseparoﬁana odlegtosciowo od
trasy kabla sieciowego i przewo@g«uziemiajadégoAobhdowy. Nadmiar kabla'
interfejsowego powinien byé zwihigty w petle o malej $rednicy,

- .kontrolowaé jakosé wykonanégo polaczenia uziemiajapego /zerujacego/

¥ jednostce sterujacejy wymaganip jak dla przewodu tgczgceso obuwode PD,

"= na stanowisku-kontroli ostatecznej PD z testerem wprowadzié¢ dodatkowe

. uziemienie (zerowanie/ testera o niskiej impedancji; zasilanie sieciowe

PD realizowaé z pominigciem gniazd sieciowych na testerze.
N . ‘ -

4, Nalezy przeprowadzié kontrole ukiaddw testera w celu wyeliminowania wadli-

5,

we]j wspbipracy z PD przy odczycie informacji_ierowej z automatycznym
wybérem giowic i zapewnienid dziatania ukladdw kontrolnych wyprowadzonych
na punkty pomiarowe testera. ' -

-~ N

"

Proponuje sie nastepujgcg kolejnosé prac podWyzszania poziomu odpornosci
-, : ;
PD MERA 9450: - - .

- a/ zaekranowanie wiagzki sieciowej /p.5.2/

b/ uporzgdkowanie obwoddw zasilania wewnetraznego /p;5.3/ S

¢/ analiza i popféﬁa.odpornoéci ukladbw pakietdw /p.5.4/ .

d/ sprawdzepie odpornodci PD we wspdipracy z typowym ukladem_jednostki
sterujace], ewenfualna poprawa odporno$ci od strony interfejsu -

e/ okres$lenie wymagaf na glowice /p.5.5/ i instalacje. PD.

Nalezy podkreslié, 2Ze wymienione prace mogg byé wykonywane jedynie

w Scistej wspblipracy MERA PIAP i FMiK "Era". W szczegblnosci prace .objete

-pkt.S.c/ bedg wymagaly _ @dzialw . .w badaniach konq}ruktoréw oraz

wykorzystania analizatora standw bedgcego w posiadaniu zleceniodawcy.
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